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摘要(译)

本发明提供了一种校准方法，用于确定测试样品中用AMS同位素标记的
分析物的量的方法，所述校准方法包括：（i）接触被所述分析物和非分
析物污染的多个样品。标记的对应分析物具有已知量的所述对应分析物
和分析物的量C以提供多个校准样品，其中每个所述校准样品含有已知量
的对应分析物但具有不同量的C;（ii）通过AMS测量添加到多个样品中的
每一个的分析物的量C;（iii）将分析物和对应分析物与多个样品中的其他
物质分离，得到多个纯化样品;（iv）通过AMS测量所述纯化样品中的分
析物的量A;（v）测量所述纯化样品中对应分析物的量B.
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